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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles aupreés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* Bulletin de la CEl

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* [Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce dui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterp a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparéd traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complet
Voir ég3
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— |a CEN878: Symboles graphiques pour équipements
éledtriqiés en pratique médicale.

* |EC Bulletin

* |EC Yearbook
Published yearly
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aphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols anf signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in ¢lectrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for dse on
equipment. Index, survey and compilation| of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electrgmedical
equipment in medical practice.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FI XES UTI LI SES DANS LES EQUI PEMENTS ELECTRONI QUES
PARTI E 20: SPECI FI CATI ON PARTI CULI ERE- CADRE:
CONDENSATEURS FI XES CHI PSES POUR COURANT CONTI NU A DI ELECTRI QUE
EN FI LM DE SULFURE DE POLYPHENYLENE METALLI SE
NI VEAU D ASSURANCE EZ

AVANT-PROPOS

1) La|CEl (Conmmi ssion El ectrotechnique Internationale) est une organisatio ndi al e de
normalisation composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités
natjonaux de la CEl). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale
poyr toutes les questions de normalisation dans les domaines de I'électricité et de
I'él¢ctronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
intgrnationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux
degquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer.
Leg organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, €
avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl collabore étroitement aves
I'Ofganisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fi
acdord entre les deux organisations.

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les
techniques, préparés par les comités d'études ou sont représenté$ toug1es
natjonaux s'intéressant a ces questions, expriment dans la pl 5 :

un pccord international sur les sujets examinés.

3) Ceddécisions constituent des recommandations,interhationales p bllees ous forme de
normes, de rapports techniques ou de guides et <
natjonaux.

4)  Darls le but d'encourager l'unification internationale, le§ Cemitéssgatiqnauy de la CEI
s'ehgagent a appliquer de fagopvtcansparente, dans to - e pessible, les Normes
intgrnationales de la CEI dangleur johales'etyégionales: Toute divergence

entfe la norme de la CEl et la narme hay ionale oiNEgjonale correspondante doit étre
ind|gée en termes clairs dan iere

5) La CEIl n'a fixé aucyne progédure corcegnantie
et g§a responsabilt S 3 9
seq normes.

6) L'at
intg
ang
drg

g comme indication d'approbation
eriel est déclaré conforme a I'une de

éfements de la présente Norme

¢ intellectuelle ou de droits
esponsable de ne pas avoir identifiée tel
ignalé leur existence.

La Norme ionale-CEI'3884-20 a été établie par le comité d'études 40
de la CEl: istances pour équipements électroniques.

La présg tinée & étre utilisée dans le Systéme CEl
d'Assurpnce-de la Qualite des Composants Electroniques (IECQ).

Le fonctionhement du Systéme IECQ est régi par la CE1 001001 et |a

CEI 001002. Le Guide CEI 102 donne la structure des spécifications pour
les composants électroniques sous assurance de la qualité dans le cadre du
Systeme IECQ.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote
40/783/FDIS 40/822/RVD

Le rapport de vote indiqué dans ce tableau ci-dessus donne toute
information sur le vote ayant abouti & I'approbation de cette norme.

Le numéro du QC sur la couverture de cette publication suit la
numeérotation des spécifications dans la Systeme IECQ.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FI XED CAPACI TORS FOR USE I N ELECTRONI C EQUI PMENT
PART 20: BLANK DETAI L SPECI FI CATI ON:
FI XED METALLI ZED POLYPHENYLENE SULFI DE FI LM DI ELECTRI C
D.C. CH P CAPACI TCRS
ASSESSMVENT LEVEL EZ

FOREWORD

1

2)

3)

4)

5)

6)

Inte
conm

Thig
Eleq

The
Spe
thei

The I EC (
st andar di

Attention

opreation
cifications

Us€ in the scheme, are the subject of IEC Guide 102.

I nternational Electrotechnical Commission) is a world-w de orygs

i zati of~flor
zation conprising all national electrotechnical committees( (IEC i

Committees). The object of the IECis to pronote international e

guestions concerning standardization in the electrical and ele his end
and in addition to other activities, the | EC publishes |Interna 8 eir
preparation is entrusted to technical conmittees; any |EC Nathona i i nterested
in the subject dealt with may participate in this prepara

International, governmental and non-government al 3 EC al so
participate in this preparation. The | EC col |l aborates al
Organi zation for Standardization (1SO in accordance et erm ned by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of the I EC gn techni B chni cal
conmittees on which all the National : : j are
represented, express, as nearly as possiblg jects
dealt wth.

They have the form of recommendaii on of
standards, technical reports or guikdes™and i|ttees
in that sense.

In order to pronote internationa ati onal Conmittees undertake o apply
| EC I nternational axi mum extent possible in their

national and regiondl ( NAR IN' bet ween the | EC Standard and thei
correspondi ng nati ona [egi be clearly indicated in the latfer.

The | EC provi des| no\p#é o indicate its approval and cannot be rendgred
responsi b bo be in conformity with one of its standafds.

I<:§
i y that sone of the elenments of this Internatignal

may he t he i : rights. IEC shall not be held resposible fo
i ng /AR e rights.

0 has been prepared by IEC technical
esistors for Electronic Equipment.

of theAECQ is governed by IEC QC 001001 and IEC QC001002.
written for the components assessed under this scheme, and

The text of this standard is based upon the following documents:

DIS Report on Voting
40/783/FDIS 40/822/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the report on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the
specifiaction number in the IECQ System.
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CONDENSATEURS FI XES UTI LI SES DANS LES EQUI PEMENTS ELECTRONI QUES
PARTI E 20: SPECI FI CATI ON PARTI CULI ERE- CADRE:
CONDENSATEURS FI XES CHI PSES POUR COURANT CONTI NU A DI ELECTRI QUE
EN FI LM DE SULFURE DE POLYPHENYLENE METALLI SE
NI VEAU D ASSURANCE EZ

| NTRCDUCT! ON

Spécification particuliére-cadre

Une spe¢cification particuliére-cadre est un document, complémentaire de la
spécificption intermédiaire, comprenant les regles concernant le style, la
présentption et le contenu minimal des spécifications particulieres. Les
spécificptions particuliéres ne répondant pas a ces régles ne sont pas
considérées conformes aux spécifications de la CEI et ne doivent pas étre
déclarées comme telles.

Le contenu de 1.4 de la spécification intermédiaire doit étre pris
compte|lors de la préparation des spécifications particulieres.

Les numéros placés entre parenthése dans la premiére p
informalions suivantes, qui doivent étre introduites a I'err

Identifidation de la spécification particuliére

(D " Conmi ssi on El ectrotechni qu

(2 Numéro CEI ou nati
d'édition et toute

national. Q
3) Numéro et éditigr

4) Numéro CEl'ge la

I denti|f i cat Non du
(5) Co

(6) Indications-Su la technologie de base (si applicable).

(") Croguis avec les principales dimensions, importantes pour
Haterchangeabilite—etoureferences-correspondantaux-documents

nationaux ou internationaux appropriés. Au choix, ce croquis peut étre
donné dans une annexe a la spécification particuliére.

(8) Utilisation ou ensemble d'utilisations couvertes et/ou niveau
d'assurance.

Note. -Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification
particuliére doit(doivent) étre choisi(s) dans 3.5.4 de la
spécification intermédiaire. Ceci implique qu'une spécification
particuliére-cadre peut étre utilisée en combinaison avec
plusieurs niveaux d'assurance pourvu que le groupement des
essais ne change pas.

(9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la
comparaison entre les divers types de condensateurs.
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FI XED CAPACI TORS FOR USE IN ELECTRONI C EQUI PMENT
PART 20: BLANK DETAI L SPECI FI CATI ON:
FI XED METALLI ZED POLYPHENYLENE SULFI DE FI LM DI ELECTRI C
CH P D.C. CAPACI TCRS
ASSESSMVENT LEVEL EZ

| NTRCDUCT! ON

Bl ank_detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional
Specifiication and contains requirements for style, layout and minimum
content of detail specifications. Detail specifications not complying with
these frequirements may not be considered as being in accordance with Ik
speciflcations nor shall they so be described.

In the [preparation of detail specifications the content of 1.4 of the
sectiohal specification shall be taken into account.

The n
inform|

| dent

1)

(2) The IEC or National Sta
(3) The numbe
Specificati
@ 1
| dent|i
(5) A
6) |1
(7) Outlinesdrawing.with main dimensions which are of importance for

interchangeability and/or reference to the national or international
documents for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an

appendix to the detall specification.
(8) Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. -The assessment level(s) to be used in a detail specification
shall be selected from the sectional specification, 3.5.4.
This implies that one blank detail specification may be used
in combination with several assessment levels, provided the
grouping of the tests does not change.

(9) Reference data on the most important properties, to allow comparison
between the various capacitor types.


https://iecnorm.com/api/?name=dfe38345d024f907fdf2fcd5f3fec7e7

384-20-1 © CEI: 1996

Q) IEC 384-20-1XX 2
QC 302001 XXXXXX
COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE IEC 384-20-1 4)
DE LA QUALITE CONFORMEMENT A: QC 302001
3)
CONDENSATEURS FIXESCHIPSES (5)
POUR COURANT
DIELECT, DE SULFURE
Croquig d'encombrement: (voir Tableau 1) DE POLYRH LISE
(Projection: Méthode du ... diedre)
X
(7 (6)
(D'autrgs formes sont autorisées a 7 O
l'intériepir des dimensions données)
iveal(x) d'assurance: EZ (8)

suria disponibilité des composants
Cette spécification particuliere

SECTI ON UN - CARACTERI STI QUES GENERALES

1. CARACTERI STI QUES GENERALES
1.1 Méthode(s) de montage recommandée(s)

(Voir 1.4.2 de la CEI 384-20.

(a introduire)

©)



https://iecnorm.com/api/?name=dfe38345d024f907fdf2fcd5f3fec7e7

384-20-1 © IEC: 1996 -7-
Q) IEC 384-20-1XX 2)
QC 302001 XXXXXX
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED IEC 384-20-1 (4)
QUALITY IN ACCORDANCE WITH: QC 302001
(3) FIXED METAL (5)
Outling drawing: (see Table 1)
(... angle projection)
(7
(6)
(Other[shapes are permitted within the
dimengions given) Assessment level(s): EZ (8)
N N\
Q«X\ \\3\/
W&z availability of components
gualifietkto this detail specification is given
inthexRegister of Approvals.
)
SECTI ON ONE - GENERAL DATA
1. GENERAL DATA
1.1 Recommended net hod(s) of nounti ng (to be inserted)

(See 1.4.2 of IEC 384-20).
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1.2

1.3
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Di nensi ons

Tabl eau 1

Référence Dimensions (en mm ou en inches et mm)
du boitier

L4 W H 4 L > L 3 L 4

Caractéristiques

Gamme de capacité (voir tableau 2)

Tolérances sur la capacité

Tension nominale (voir tableau 2)

1%3{0} nom nal e

Tension de catégorie b

Boitier Bgitier Boitiey  Boitier

Capacité nominale
(en nF et/ou en uF)

b Si différente de la tension nominale.
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1.2

1.3

Di nensi ons

Table 1
Case size Dimensions (in mm or inches and mm)
reference
Ly W Hy Lo L3

Notes 1. -When there is no case size reference, Tabl

Rati ngs and characteri's

Capacitance range
Tolerance on rat

Rated xoltage
Max.{:;::N t
Max pulsgios

(see Table 2)

(see Table 2)
(see Table 2)

Table 2

capaci tance and of voltage related to case sizes

RateMge

1)

Cateaorvy\voltage
J J J

Case size (ase size Casesize Case

size

Rated capacitance

(in nF and/or uF)

1

If different from the rated voltage.
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1.5

1.6

1.7

1.8

-10 - 384-20-1 © CEI: 1996

Références  normatives

Spécification générique: CEIl 384-1 (1982): Condensateurs
fixes utilisés dans les équipements
électroniques. Partie 1:
Spécification générique
Madification No. 2 (1987)
Maodification No. 3 (1989)
Amendement No. 4 (1992).

Spécification intermédiaire:  CEI 384-20: Condensateurs fixes

utilisés dans les dauinements.
| L

électroniques. Partie 20:
Spécification intermediajre;
Condensateurs fixes gRi
courant continu a di¢
film de sulfure depo
metallisé.

Mar quage

Le marquage du condensateur et de son e
conforme aux exigences du 1.6 de la C

édition de la spécification particuliére et
modeéle;

e) Instructions d'emballage.

Rapports certifiés de lots acceptés
Requi s/ non requis.

Informations complémentaires (ne sont pas prises en
considération pour les contrdles)
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1.4 Nor mati ve references

Generic specification: IEC 384-1 (1982): Fixed capacitors for
use in electronic equipment.
Part 1. Generic specification
Amendment No. 2 (1987)
Amendment No. 3 (1989)
Amendment No. 4 (1992).

Sectional specification:  IEC 384-20: Fixed capacitors for use in
electronic equipment. Part 20:

Sectional cpnr‘ifir\nfinn- Eixed

metallized polyphenylene sulfid
dielectric chip D.C. capacitor

15 Mar ki ng

The marking of the capacitor and the package shall be if
accordance with the requirements of 1.6 of IEC 384

1.6 Ordering information

Orders for capacitors covered b
in clear or in coded form, the fo

1.7 ed records of released |ots

1.8 Addi tional information (notforinspection purposes)
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1.9 Exigences ou sévérités, complémentaires de, ou plus séveres que,
celles spécifiées dans la spécification générique ou intermédiaire

Note. -Des compléments ou des exigences accrues ne devraient
étre prescrits que lorsque cela est indispensable.

Tabl eau 3

Autres caractéristiques

Ce tableau doit étre utilisé pour définir des
caractéristiques qui sont complémentaires ou
plus sévéres que celles qui sont données dans
la spécification intermédiaire.

Q
N

&
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1.9 Addi tional or increased severities or requirenments to those
specified in the generic or sectional specification

Note. -Additions or increased requirements should be specified
only when essential.

Table 3

O her characteristics

This table is to be used for defining charac-
teristics which are additional to or more
severe than those given in the sectional Q

specification. <\

o3
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SECTI ON DEUX - EXI GENCES DE CONTROLE

2. EXIGENCES DE CONTROLE
2.1 Procédures
2.1.1 - Pour I'nomologation, la procédure doit étre conforme au 3.4 de

la spécification intermédiaire, CEIl 384-20.

2.1.2 - Pour le contrble de la conformité de la qualité, le programme

384-20-1 © CEI: 1996

TToTToTt

sévérités et les exigences est donné au tableau 4. La
formation des lots de contrble est régie par 3.5.1 de la
spécification intermédiaire.

Tabl eau 4

Notes 1. - Les numéros de paragraphes indiqués pour les essajs et |
exigences renvoient a la spécification intermédiair

CEI 384-20 et a la section un de cette spécifieation:

<

NC n

CO ditions\i/ssai
ir e

(voir note 3)

Cc

Exigences
(voir note 1)

Numeéro de paragraphe
et essai
(voir note 1 <\
N
A

CONTRCLE (DU
(lot par lot)

A2

100 %
(voir note 4)

Sous- gr oype, A0 ND

4.3.2 Capacité

4.3.3 Tangente de Fréquence: 1 kHz pour
l'angle de toutes les valeurs de
pertes capacité

4.3.1 Tension de Méthode: ...
tenue Point de mesure la
(Essai A)

4.3.4 Résistance Point de mesure la
d'isolement

(Essai A)

A l'intérieur de la
tolérance spécifiée

Selon 4.3.3.2

Pas de claquage ni de
contournement.
Claquages d'autoré-
génération autorisés

Selon 4.3.4.3
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SECTI ON TWO -

-15-

I NSPECTI ON REQUI REMENTS

2. | NSPECTI ON REQUI REMENTS
2.1 Pr ocedures
2.1.1 - For Quialification Approval, the procedures shall be in
accordance with 3.4 of the Sectional Specification,
IEC 384-20.
2.1.2 For-Quality-Conformancetnspection-the-test-schedudle
(Table 4)includes sampling, periodicity, severities and
requirements. The formation of inspection lots is covered by
3.5.1 of the Sectional Specification.
Table 4
Notgs 1. - Subclause numbers of tests and performance requif
D.
B.
Subclauge number \D\ onditions of test IL n Performange
and Test r se el) requirements
(see Notk 1) (see Note 3) (see Note [1)
N
GROP A | %\ \>
(lot-by-lof)
Sub- gr qup’, /A0 ND 100 %
(see Note 4)

4.3.2 Capacitance

4.3.3 Tangent of

loss angle

4.3.1 Voltage

434 |

proof (Test
A)

nsulation
resistance
(Test A)

Frequency: 1 kHz for
all capacitance values

Method: ...
Measuring point 1a

Measuring point 1a

Within specified
tolerance

Asin 4.3.3.2
No breakdown or
flashover. Self-

healing breakdowns
allowed.

Asin 4.3.4.3
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Numéro de paragraphe D | Conditions d'essai NC n Exigences
et essai ou [ (voir note 1) ) (voir note 1)
(voir note 1) ND (voir note 3
2
Sous- groupe Al ND S-4 )
4.2.1 Examen visuel Selon 4.2.2
Marquage lisible (si
applicable) selon 1.5
de la présente
spécification
2
Sous- groupe A2 ND S-3 )
4.2 Dimensions ocifié au

(vpir note 5)

A pré-

idation

CONTROLE [DU GROUPE B
(lot par lot)

AL

Sous- groype Bl D é
4.7 Soudabilité Sans vieillissement
Méthode: ...
4.7.2 Mesgures Examen visuel Selon 4.7.2
finales
\j 2)
Sous- groype B2 D S-3
4.14 Régistance du Marquage lisiple

mprquage aux
sglvants (si
applicable)
(vpir note6)

A

\

atériau de
fr ent:
coton hydrophile

Reprise: ...

Notes 4. - Llessai a 100 % doit étre suivi d'un nouveau contréle par échantillonnage

par le fabricant.

Pour le calcul des valeurs de ppm, tout défaut paramétrique doit étre

afim e surveitter e iveau de quatité de Sortie par te Tomore de TToT-
conformités par million (ppm). Le niveau de prélevement doit étre établi

compté comme une non-conformité. Si une, ou plus d'une non-conformité se
produit dans un lot, ce lot doit étre rejeté.

5. - Cet essai peut étre remplacé par I'essai en production, si le fabricant

installe la Maitrise Statistique de Processus (SPC) sur les mesures

dimensionnelles ou autres mécanismes pour éviter les piéces dépassant les

limites.

6. - Cet essai peut étre effectué sur des condensateurs chipses montés sur un

substrat.
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Subclause number D [ Conditions of test IL n c Performance
and Test or | (see Note 1) requirements
(see Note 1) ND (see Note 3) (see Note 1)
2)
Sub- group Al ND S-4 0
4.2.1 Visual Asin4.2.2
examination Legible marking (if
applicable) and as
specified in 1.5 of
this specification
/-\
2
Sub- gr gup A2 ND sa|? ’% (
4.2 Dimensions s specifiged in
(see Note 5) Takle Y of|this
\\ ificatipn
N
GROUP B | NSPECTI ON \X ]
(lot-by-loft) \
2
Sub- gr up B1 D @)3 >) 0
4.7 Solderabilit No ageing \j
y Method: .
V is al |na Asin 4.7.2
4.7.2 Final
measurements |
2
Sub- gr gup B2 D S-3 ) 0

414 Solvent \/\ Soe O\ Legible marking
resistance Ivent temperature:
of the .
markigg (I thod 1
applicakle) bbing material:
(see cotton wool
Recovery: ...
Notes 4.[-100 % testing shall be followed by re-inspection by sampling in order

to monitor outgoing quality level by non-conforming items per million
(ppm). The sampling level shall be established by the manufacturer.
For the calculation of ppm values any parametric failure shall be

counted as a non-conforming item. In case one or more non-conforming

items occur in a sample, this lot shall be rejected.

5. -This test may be replaced by in-production testing if the manufacturer
installs Statistical Process Control (SPC) on dimensional measurements or
other mechanisms to avoid parts exceeding the limits.

6. -This may be carried out on chip capacitors mounted on a substrate.
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Numéro de paragraphe D | Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou | (voir note 1) I'échantillon (voir note 1)
(voir note 1) ND et critére

d'acceptation

(voir note 3

p n c

CONTROLE DU GROUPE C
(périodique)
Sous- groupe Cl1 D 3 12 p "

4.6 Régistance a
la chaleur de
solidage

4.6.1 Mespres

initiales

4.6.2 Conflitions

d'dssai

4.6.3 Mesures

finples

Méthode: ...

Capacité

Durée: ...

Si la méthode 1 est
appliquée, la vitesse
d'immersion gt de
retrait doit &
25 mm/s + 2,

Reprise: 24

EXx n vis

\

)

i

Selon 4.6.3

cité |AaC| <2 % dela
| C | valeur mesurée
au4.6.1
/\ néanmoing
< 3 % pour
classe 3
413 Rési S nt: ... Voir la spécifica-
co Température du tion particuliéfe
SO solvant: ...
appli Méthode 2
Reprise: ...
7)
Sous- groupe C2 D 3 12 |0
4.5 Robustesse
des
extrémités
métallisées
45.1 Mesures Capacité

initiales
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Subclause number D | Conditions of test Sample size Performance
and Test or | (see Note 1) and acceptance requirements
(see Note 1) ND criterion (see Note 1)
(see Note 3)
p n c
GROUP C | NSPECTI ON
(periodic)
7)
Sub-group C1 D 3 12 0
4.6 Resistanee Methot—
to soldering
heat
Capacitance (
4.6.1 Initial
measurements
Duration: ... <\
462 Test /\ N
conditions If Method 1 is applied x&
immersion and §
withdrawal speed shall
be 25 mm/s +2,5m G >\
Asin 4.6.3
4.6.3 Final
measurements | AC| < 2P of value
|C | measured in
4.6.1, However
\/‘ < 3% for
Q Grade B
\/\ Sol N See detail|specifi-
4.13 Component lvent temperature: cation
solvent .
Method 2
\5 Recovery: ...
7)
Sub- gr gup G2 \> D 3 (12 p
4.5 Bond
strength of
the end
face plating
Capacitance
45.1 |Initial

measurements
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Numéro de paragraphe D | Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou | (voir note 1) I'échantillon (voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3
p n c
45.2 Examen final Capacité (avec la |aC| <2%dela
carte imprimée en | C | valeur mesurée
position pliée) au4.5.1
néanmoins
5 % pour
lasse (go
Examen visuel age
Sous- groype C3 D

4.1 Mgntage
(voir note 8)

4.2.1 Exdmen visuel

4.3.2 Capafité

4.3.3 Tangente de
I'angle de

pertes

9,

4.3.4 Reég is@
d'[soleme

Matériau de substrat:

*

Sous- gr oup

<

4.4  Adhér

8%}’\

Selon spécifigation
particuliere

|AC| <2 % par

|C | rapportjala
valeur mesurée
avant montage

Selon 4.3.3.2

(Valeurs de
référence pour les
mesures finalps dans
les Sous-groypes
C3.1, C3.3 et|C3.4)

Selon 4.3.4.3

4.4.1 Examen inter-
médiaire

4.8 Variations
rapides de
température

4.8.1 Mesures

initiales

Examen visuel

Non requis, voir Sous-
groupe C3

Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-
groupes individuellement, la spécification particuliere doit indiquer
guel matériau du substrat est utilisé dans chaque sous-groupe.

Pas de dommage
visible
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Subclause number D | Conditions of test Sample size Performance
and Test or | (see Note 1) and acceptance requirements
(see Note 1) ND criterion (see Note 1)
(see Note 3)
p n c
45.2 Final Capacitance (with board |AC| <2 % of value
inspection in bent position) |C | measured in
4.5.1, however
< 5 % for
Grade 3
Visuahexarmtration
e damage
Sub- gr oup C3 D
4.1 Mounting Substrate material:
(see Note 8) X
4.2.1 VYisual As in detall
examination specificatipn
4.3.2 Capacitance |AC| < 2 of the
|C | valup measured
before
mounting
4.3.3 Tangent of Asin 4.3.3.2
loss angle
(Reference values
for final m¢asure-
[\/ 8 ments in Jub-group
Q C3.1,C3.3 and C3.4)
4.3.4 Insulation < Asin4.3.4.3
resistance ‘
AN
N
Sub- gr oup
4.4
44.1 Visual examination No visible damage

4.8 Rapid change
of tempe-
rature

4.8.1 Initial

measurements

Not required, see Sub-
group C3

*  When different substrate materials are used for the individual sub-
groups, the detail specification shall indicate which substrate
material is used in each sub-group.
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Numéro de paragraphe D | Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou | (voir note 1) I'échantillon (voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3
p n c
4.8.2 Conditions 6, = Température mini-
d'essai male de catégorie
6g = Température maxi-
male de catégarie
Cing cycles
Duréet 3 30 min
4.8.3 Contrdle Examen visuel asde mMage
infermédiaire x visible
4.9 Sépguence < \>
climatique '\\
49.1 Mesures Non requis, voir Sous- 7
initiales| groupe C3 C
4.9.2 Chaleur seche \’
49.3 Essai
cyclique de
chaleur
hymide, essal
Db, 1er cycle
49.4 Fro(d p e:
empérature minimale
N de.cdtégorie
X\/ Durée: 2 h
495 Essai Moins de 15 min aprés
cycliguetde la sortie de la
chaleur chambre d'essai, U
hymide, essai doit étre appliguée
Db, cycles pendant 1 min
restants
49.6 Mesures Examen visuel Pas de dommage
finales visible

Capacité

Marquage lisible

|AC| <3%dela
| C | valeur mesurée
au Sous-groupe
C3, néanmoins
< 5 % pour
classe 3



https://iecnorm.com/api/?name=dfe38345d024f907fdf2fcd5f3fec7e7

384-20-1 © IEC: 1996 -23-

Subclause number D | Conditions of test Sample size Performance
and Test or | (see Note 1) and acceptance requirements
(see Note 1) ND criterion (see Note 1)
(see Note 3)
p n c
4.8.2 Test 0, = Lower category
conditions temperature

©g = Upper category
temperature

Five cycles
Durationt =30 min
4.8.3 Intermediate Visual examination ( ovisible [damage
inspection \
4.9 Climatic < N
sequence <sx&
49.1 Initial Not required, see Sub- \\
measurements group C3 G >
4.9.2 Pry heat \j
4.9.3 Damp heat,
cyclic, Test
Db, first
cycle [\/‘
49.4 Cold ©<\v\
495 @hin 15 min after
moval from test
chamber U fo be
applied for 1 min
4.9.6 Visual examination No visible damage
nmeasurements Legible mTrking
Capacitance |AC| < 3 % of the
|C | value measured
in Sub-group
C3, however
< 5 % for

Grade 3
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